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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】令和1年7月11日(2019.7.11)

【公開番号】特開2018-28473(P2018-28473A)
【公開日】平成30年2月22日(2018.2.22)
【年通号数】公開・登録公報2018-007
【出願番号】特願2016-160393(P2016-160393)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｃ  19/5776   (2012.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/84     (2006.01)
   Ｂ８１Ｂ   7/02     (2006.01)
   Ｇ０１Ｃ  19/5726   (2012.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｃ   19/5776   　　　　
   Ｈ０１Ｌ   29/84     　　　Ｚ
   Ｂ８１Ｂ    7/02     　　　　
   Ｇ０１Ｃ   19/5726   　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年6月6日(2019.6.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　２．角速度トランスデューサー及び回路装置の構成例
　図９は、本実施形態の回路装置４０及び角速度トランスデューサー１００（振動子）を
含む物理量検出装置３００の構成例である。回路装置４０は、図９に示すように、駆動回
路４１０と、検出回路４２０と、制御部４３０と、記憶部４４０と、飽和状態検出回路４
５０を含む。そして駆動回路４１０は、Ｉ／Ｖ変換回路（電流電圧変換回路）４１１と、
ＡＣ増幅回路４１２と、振幅調整回路４１３を有する。また検出回路４２０は、チャージ
アンプ回路４２１，４２２と、差動増幅回路４２３と、ＡＣ増幅回路４２４と、同期検波
回路４２５と、オフセット調整回路４２６と、平滑回路４２７と、可変増幅回路４２８と
、フィルター回路４２９とを有する。回路装置４０は、例えば図９では図示しないＩＣチ
ップに組み込まれる。ただし、回路装置４０は図９の構成に限定されず、これらの一部の
構成要素を省略したり、他の構成要素を追加するなどの種々の変形実施が可能である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　なお、角速度トランスデューサー１００に対しては静電バネ（後述する図１２の静電バ
ネｓｅ１）に固定電位を供給するための直流電圧信号も出力される。本実施形態では、駆
動回路４１０から出力される駆動信号は、直流電圧信号（Ｖｄｃ）及び交流電圧信号（Ｖ
ａｃ・ｓｉｎ（ωｔ））を含み、振幅調整回路４１３は、Ｖｄｃ及びＶａｃの両方の調整
を行うものとして説明する。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
　制御部４３０は、離調周波数ｆｍを変更する制御、及び離調周波数ｆｍの変更に伴うセ
ンサー特性を補正するための制御を行う。制御部４３０は、振動周波数制御部４３１を含
む。振動周波数制御部４３１は、駆動回路４１０（振幅調整回路４１３）に対して、駆動
周波数ｆ０と検出周波数ｆ１の少なくとも一方を制御するための信号を出力する。具体的
には、振動周波数制御部４３１は、記憶部４４０に記憶される補正パラメーター群から所
与の補正パラメーターを読み出し、読み出した補正パラメーターに基づく制御を駆動回路
４１０に指示する。また、制御部４３０は、後述するようにゼロ点補正、感度補正、温度
特性補正の各制御を行ってもよい。具体的な手法については後述する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０５】
　上式（４）～（６）を用いて説明したように、駆動電極間の直流電圧Ｖｄｃを調整する
ことで駆動周波数ｆ０を調整できる。例えば、図８に示したように駆動周波数ｆ０を小さ
くする場合、駆動振動における静電バネ定数Ｋｅを小さくすればよく、駆動電極間の電圧
Ｖｄｃを大きくし、静電バネ定数Ｋｅの絶対値を大きくする（Ｋｅは負の値であるため値
としては小さくする）ことで有効バネ定数Ｋ０を小さくする。この場合、上式（４）にお
いて、ｍを変えずにＫ０が小さくなるため、駆動周波数ｆ０を調整前に比べて小さくでき
る。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２３】
　ただし、直流電圧Ｖｄｃを変更する場合に、当該変更に伴って、他の調整値をどのよう
な値にすればよいかを、解析的に求めることは容易ではない。例えば、静電結合によるゼ
ロ点のオフセット値は、図１３に示したＣａやＣｂがどのような値になるかがわかってい
なければ、具体的な値を求めることは難しい。また、図１３ではＮ１とＮ２の間の寄生容
量、及びＮ１とＮ３の間の寄生容量の２つの寄生容量について図示したが、寄生容量がど
の端子、配線間に発生するかは角速度トランスデューサー１００の具体的な構造に応じて
変化する。つまりゼロ点のオフセット値をＶｄｃから求めることは非常に難しい。さらに
言えば、ゼロ点のオフセット値は、上述したように静電結合による影響と機械結合による
影響の両方を考える必要がある。機械結合による影響も角速度トランスデューサー１００
の具体的な構造や実装精度に応じて変化するものであるため、静電結合と機械結合の組み
合わせによって決定すべきオフセット補正値を、Ｖｄｃに基づいて解析的に演算すること
は現実的と言えない。
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